
Ｘ線反射率曲線の時分割測定法の開発と応用 
Development of Time-Resolved X-Ray Reflectometry  

and Its Applications 
S2型課題：2013S2-001 
有効期間：3年間（2013.4-2016.3） 

外的刺激 

実験ステーション： PFAR-NE7A・NW2A 
前回PFシンポジウムからこれまで使用したビームタイ
ム 
NE7A  2015年6月20日～6月30日（10日間） 
      2015年11月8日～11月17日（9日間） 
      2016年3月9日～3月14日（5日間） 
NW2A   2015年5月31日～6月8日（8日間） 
      2015年11月13日～11月20日（7日間） 

研究の目的 
鏡面Ｘ線反射率曲線の時分割測定をし、外的刺激によ
る薄膜や表面･界面の構造変化をサブ秒～ミリ秒の時
間分解能で実時間追跡することを実現すること、を目
的としている。より具体的にはこれまでの実績を踏まえ
て方法論を確立しユーザーフレンドリーな装置技術お
よび実験環境を整えユーザーを受け入れることができ
る水準まで技術の熟成度をあげるとともに、実際にいく
つかの興味あるサンプルを対象に時分割Ｘ線反射率
曲線の実例を示すことを目指す。 
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資料 

番号 
題名 著者及び発表者 発表形式 発表年月 掲載誌等または学会発表等 査読・受賞 

１ A method for quick measurement of the surface X-ray diffraction profile 
Voegeli Wolfgang，白澤徹郎，荒川悦雄，亀沢知夏，岩見隆太郎，

松下正 
口頭発表 2015年3月24日 日本物理学会 第70回年次大会プログラム 

  

２ 実験室Ｘ線源を用いた、時分割反射率計、回折計の開発 
亀沢知夏，Voegeli Wolfgang，荒川悦雄，白澤徹郎，高橋敏男，

松下正，矢野陽子 
口頭発表 2015年3月24日 日本物理学会 第70回年次大会プログラム 

  

３ 
Observation of irreversible structural changes of surfaces and thin films with 

time-resolved X-ray reflectivity and diffraction 

Wolfgang Voegeli, Etsuo Arakawa, Tetsuroh Shirasawa, Toshio 

Takahashi, Yohko F. Yano, Tadashi Matsushita 
口頭発表  2015年4月26-30日 

国際WS "Element Specific Structure Determination in Materials on 

Nanometer and Sub-Nanometer Scales using modern X-Ray and Neutron 

Techniques" 

  

４ Time-resolved observation of surface and interface structures Voegeli Wolfgang 口頭発表 2015年5月11日 
科研費新学術領域研究「３Ｄ活性サイト科学」公募研究キックオフミーティ

ング 

  

５ 
逆格子マップおよびＸ線反射率曲線の迅速測定法－in situ測定を目指して

－ 
松下 正／Voegeli Wolfgang 

ポスター発表

／プレゼンテー

ション 

8月27日、28日 
イノベーション・ジャパン2015 

～大学見本市＆ビジネスマッチング～ 

  

６ 
Investigation of solid-liquid interfaces with 

time-resolved X-ray reflectivity 

Wolfgang Voegeli ・ Etsuo Arakawa ・ Tetsuroh Shirasawa ・ Yusuke 

Wakabayashi・Osami Sakata・Tadashi Matsushita 

口頭発表及び

ポスター発表 
2015年9月4日～6日 新学術領域研究「3D活性サイト科学」 第２回成果報告会 

  

７ Ｘ線回折およびＸ線反射率曲線の時分割測定法の開発 
Wolfgang Voegeli、松下 正、荒川 悦雄、白澤 徹郎、矢野 陽子、高

橋 敏男 
ポスター発表 2015年9月9日 第1回「光・量子計測シンポジウム」  つくば国際会議場２F中会議室 

  

８ 波長角度分散型のＸ線反射率計測 荒川悦雄 口頭発表 2015年9月14日 
ソフト界面科学研究会（SPring-8シンポジウム2015のサテライト研究

会） 
依頼 

９ 

Dynamical Response of the Electric Double Layer Structure of the DEME-TFSI 

Ionic Liquid to Potential Changes Observed by Time-Resolved X-ray 

Reflectivity  

Wolfgang Voegeli / Etsuo Arakawa / Tadashi Matsushita / Osami 

Sakata / Yusuke Wakabayashi 
論文 

Published Online: 

2015年10月23日 
Zeitschrift für Physikalische Chemie. 査読 

１０ Anodic Oxidation of Silicon Observed In-Situ by Specular X-ray Reflectivity 
Wolfgang Voegeli, E. Arakawa, C. Kamezawa, R. Iwami, T. Shirasawa 

and T. Matsushita 
口頭発表 2015年10月27日 

ALC '15, 10th International Symposium on Atomic Level Characterizations 

for New Materials and Devices '15 

  

１１ 単色アンジュレータ光を用いた多角度同時分散型反射率計 
フォグリ ヴォルフガング，白澤徹郎，荒川悦雄，齋藤広和，松下

正 
口頭発表 2016年1月11日 第29回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム JSR2016 

  

１２ 表面Ｘ線散乱の時分割測定技術 －in situ 測定を目指して － 
代表発表者：松下 正、共同研究者：W. Voegeli、荒川悦

雄、白澤徹郎、高橋敏男、矢野陽子、高橋由美子 

ポスター発表

／ショートプレ

ゼン 

2016年2月4日 ＳＡＴテクノロジー・ショーケース２０１６ 

  

１３ 時分割Ｘ線反射率測定による薄膜形成の観察 Voegeli Wolfgang 口頭発表  2016年3月8日 新学術領域研究「3D活性サイト科学」第３回成果報告会   
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資料 

番号 
研究課題 代表 研究期間 研究分野 研究種目 研究機関 

１ Time-resolved observation of surface and interface structures  ＶＯＥＧＥＬＩ Ｗｏｌｆｇａｎｇ  

2015年4月1日

～2017年3月31

日(予定) 

3D活性サイト科学 新学術領域研究(研究領域提案型) 

東京学芸大

学 

松下 正 （Photon Factory, KEK） 
荒川悦雄 （東京学芸大学） 
Wolfgang Voegeli （東京学芸大学） 
岩見 隆太郎 （東京学芸大学） 
亀沢 知夏 （東京学芸大学） 
齋藤 広和 （東京学芸大学） 
矢野 陽子 （近畿大学） 
西 直哉 （京都大学） 
池田 陽一 （京都大学） 
白澤徹郎 （東京大学） 
髙橋敏男 （東京大学） 
山田容子（奈良先端大） 
鈴木充朗（奈良先端大） 

未発表データ 

未発表データ 

未発表データ 未発表データ 

未発表
データ 

未発表データ 未発表データ 

未発表データ 
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